












































专利名称(译) 电路元件特征值的检测方法及使用该方法的显示装置
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摘要(译)

本公开涉及一种感测电路元件的特征值并使用其进行显示的方法。 该显
示装置能够准确地感测布置在显示面板的每个子像素中的有机发光二极
管的劣化并补偿该劣化。 感测电路元件的特性值的方法能够通过有效地
执行有机发光二极管的劣化感测过程来节省整个显示面板的感测时间并
提高显示装置的驱动速度。
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